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	（54）实用新型名称
     测量粉体振实密度的振捣系统
	


	（57）摘要
     本实用新型揭示了一种测量粉体振实密度的振捣系统，包括振动装置对装有一定质量粉体的量筒按照指定频率和幅度进行上下振动；超声冲击装置通过超声波冲击量筒内上表面的粉体，破坏受冲击粉体之间形成的粉体团；控制装置当粉体在量筒内的高度保持稳定时，控制所述振动装置和超声冲击装置停止对量筒内的粉体进行振动和超声波冲击。本实用新型对量筒内上表面的粉体进行超声波冲击，超声波可产生局部高温高压，加速水分子的蒸发，减少颗粒表面的吸附水，超声波产生的冲击波和强射流可以粉碎粉体团聚体，使得被包含的水分子释放，阻止氢键的形成，防止粉体团聚，有利于粉体颗粒的充分地分散等，提高读数的准确性，最终提高测量粉体振实密度的准确性。
	



	权 利 要 求 书


1.一种测量粉体振实密度的振捣系统，其特征在于，包括：
振动装置，用于对装有一定质量粉体的量筒按照指定频率和幅度进行上 下振动；
超声冲击装置，用于通过超声波冲击量筒内上表面的粉体，破坏受冲击 粉体之间形成的粉体团；
控制装置，用于当粉体在量筒内的高度保持稳定时，控制所述振动装置 和超声冲击装置停止对量筒内的粉体进行振动和超声波冲击。
2.根据权利要求1所述的测量粉体振实密度的振捣系统，其特征在于， 所述振动装置，包括：
转动模块，用于当量筒上下振动指定次数后，量筒水平自转指定角度。
3.根据权利要求1或2所述的测量粉体振实密度的振捣系统，其特征在 于，还包括压紧装置，用于将一底面为平面的压片伸入量筒内，该压片的顶 面连接有弹性件，弹性件的另一端连接长度可调的支杆，调节支杆使压片始 终压迫于量筒内粉体的上表面；其中，所述弹性件的伸缩量大于或等于量筒 上下振动时的振幅。
4.根据权利要求3所述的测量粉体振实密度的振捣系统，其特征在于， 所述压片的直径比量筒的直径小1-3毫米。
5.根据权利要求1或2所述的测量粉体振实密度的振捣系统，其特征在 于，所述振动装置包括多个量筒固定位，分别做粉体振捣动作。
6.根据权利要求5所述的测量粉体振实密度的振捣系统，其特征在于， 所述超声冲击装置包括多个超声波探头，分别对应指定的量筒设置于振动装 置上。
7.根据权利要求6所述的测量粉体振实密度的振捣系统，其特征在于， 所述多个超声波探头共用同一超声接口；
所述超声冲击装置包括超声波发生器，所述超声波发生器通过一超声波 探头线连接于所述超声接口。


	说 明 书


测量粉体振实密度的振捣系统
技术领域
本实用新型涉及到测量粉体振实密度领域，特别是涉及到一种测量粉体振实密度的振捣系统。
背景技术
粉体密度因其堆积方式的不同分为松装密度和振实密度，振实密度是指一定质量的粉体装填在特定容器，以一定的频率和幅度进行振动，当粉体的体积不再减少时读出粉体的体积，然后用粉体的质量除以该体积就得到振实密度。
现有测量粉体振实密度一般采用BT-303振实密度测量仪，其是一种专门测量粉体振实密度的仪器，符合中国国家标准GB/T21354和国际标准ISO3953，是一种通用的振实密度仪。BT-303振实密度测量仪可三个测量同时进行，减少重复实验所需时间，是一种操作简单，经久耐用、测量准确的粉体振实密度测量仪。其基本工作过程是将粉体量筒固定在机械振动装置上，振动电机带动机械振动装置上下振动，装有粉体的刻度量筒随着机械驱动装置而振动，随着振动次数增加，量筒里的粉体逐渐振实，振动次数达到设定次数后，振动装置停止振动，读出刻度试管的体积，然后计算出粉体的振实密度，在每次振动结束后，一般还会转转动一定角度，使粉体振动过程中受力更加均匀。
现有技术测量粉体振实密度的缺点是，粉体经振捣后，上层部分的粉体因表面分子或原子之间的库仑力和范德华力作用而产生的颗粒团聚，使粉体凝聚成一些小颗粒甚至更大的颗粒，由此形成的颗粒堆积会导致上表面振捣不实以及振捣后上表面粉体分布有倾斜，从而会使人为读数的误差更大，最终影响测量粉体的振实密度不精确的技术问题。
发明内容
本实用新型的主要目的为提供一种振捣后上表面粉体分布水平的测量粉 体振实密度的振捣方法和系统。
为了实现上述发明目的，本实用新型提出一种测量粉体振实密度的振捣系统，包括：
振动装置，用于对装有一定质量粉体的量筒按照指定频率和幅度进行上下振动；
超声冲击装置，用于通过超声波冲击量筒内上表面的粉体，破坏受冲击粉体之间形成的粉体团；
控制装置，用于当粉体在量筒内的高度保持稳定时，控制所述振动装置和超声冲击装置停止对量筒内的粉体进行振动和超声波冲击。
进一步地，所述振动装置，包括：
转动模块，用于当量筒上下振动指定次数后，量筒水平自转指定角度。
进一步地，所述测量粉体振实密度的振捣系统还包括压紧装置，用于将一底面为平面的压片伸入量筒内，该压片的顶面连接有弹性件，弹性件的另一端连接长度可调的支杆，调节支杆使压片始终压迫于量筒内粉体的上表面；其中，所述弹性件的伸缩量大于或等于量筒上下振动时的振幅。
进一步地，所述压片的直径比量筒的直径小1-3毫米。
进一步地，所述振动装置包括多个量筒固定位，分别做粉体振捣动作。
进一步地，所述超声冲击装置包括多个超声波探头，分别对应指定的量筒设置于振动装置上。
进一步地，所述多个超声波探头共用同一超声接口；
所述超声冲击装置包括超声波发生器，所述超声波发生器通过一超声波探头线连接于所述超声接口。
本实用新型的测量粉体振实密度的振捣方法和系统，对量筒内上表面的粉体进行超声波冲击，超声波可产生局部高温高压，加速水分子的蒸发，减少颗粒表面的吸附水，超声波产生的冲击波和强射流可以粉碎粉体团聚体，使得被包含的水分子释放，阻止氢键的形成，防止粉体团聚，有利于粉体颗粒的充分地分散等，所以粉体上表面减少粉体团等颗粒堆积，粉体上表面粉体分布水平，从而提高读数的准确性，最终提高测量粉体振实密度的准确性。
附图说明
图1为本实用新型一实施例的测量粉体振实密度的振捣系统的结构示意框图；
图2为本实用新型一具体实施例的测量粉体振实密度的振捣系统的结构示意图。
本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。
参照图1，本实用新型实施例还一种测量粉体振实密度的振捣系统，包括：
振动装置10，用于对装有一定质量粉体的量筒按照指定频率和幅度进行上下振动；
超声冲击装置20，用于通过超声波冲击量筒内上表面的粉体，破坏受冲击粉体之间形成的粉体团；
控制装置30，用于当粉体在量筒内的高度保持稳定时，控制所述振动装置10和超声冲击装置20停止对量筒内的粉体进行振动和超声波冲击。
如上述振动装置10，上述一定质量粉体是指通过称量装置称量出指定重量的粉体。上述上下振动是指沿竖直方向进行往复运动，其特点是带动量筒上移时的速度远小于带动量筒下移时的速度，从而可以将粉体之间的缝隙等填充，使粉体堆积的更加密实。上述按照指定频率和幅度进行振动是指，根据不同的粉体以及不同的实验要求等，选择对应的控制即可，比如对石灰的振捣要求与面粉的振捣要求不同，那么可以选用各自适配的振动频率和振动幅度等。
如上述超声冲击装置20，对量筒内上表面的粉体进行超声波冲击，可产生局部高温高压，加速水分子的蒸发，减少颗粒表面的吸附水，超声波产生的冲击波和强射流可以粉碎粉体团聚体，使得被包含的水分子释放，阻止氢 键的形成，防止粉体团聚，有利于粉体颗粒的充分地分散等，所以粉体上表面减少粉体团等颗粒堆积，粉体上表面粉体分布水平，从而提高读数的准确性，最终提高测量粉体振实密度的准确性。本实施例中，在对量筒进行振动处理过程中，同时对粉体进行超声波冲击。在其它实施例中，还可以根据预设的时间间隔，有规律的对量筒内的粉体进行超声波冲击，可以节约能量的消耗。
如上述控制装置30，当粉体在量筒内的高度保持稳定时，即说明粉体在现有的频率和振幅的情况下无法将粉体堆积的更加密实，因此可以停止振动过程和超声波冲击的过程，读取量筒内的粉体体积，然后根据密度公式即可计算出粉体的振实密度。
本实用新型实施例中，上述振动装置10，包括：转动模块，用于当量筒上下振动指定次数后，量筒水平自转指定角度。量筒水平自转指定角度，可以提高粉体振动过程中的受力均匀，以提高粉体上表面的水平分布度。在一具体实施例中，量筒每上下振动一次，量筒水平自转45度。
本实施例中，上述测量粉体振实密度的振捣系统还包括压紧装置40，用于将一底面为平面的压片41伸入量筒内，该压片41的顶面连接有弹性件43，弹性件43的另一端连接长度可调的支杆42，调节支杆42使压片41始终压迫于量筒内粉体的上表面；其中，所述弹性件43的伸缩量大于或等于量筒上下振动时的振幅。
如上述压紧装置40，压片41的底面为平面，所以压片41的底面可以很好的将粉体的表面压得更加平整，提高振实密度实验的准确性。上述可调长度的支杆42，可以使压片41使用各种计量的粉体。比如，当量筒内的粉体较少时，可以将支杆42的长度调长，以便于压片41可以挤压在粉体上等。上述弹性件43可以为压簧、弹片等器件，因为粉体在振捣之前和振捣之后在量筒内的高度不同，而在实验过程中又不能时刻的调节支杆42的长度，所以要压片41时刻的压平粉体上表面，则需要上述弹性件43进行相应的长度补偿，当粉体高度降低时，弹性件43在弹性的作用下舒张，使压片41作用在粉体上。上述弹性件43的伸缩量大于或等于量筒上下振动时的振幅，因为支杆42等必然会固定在一个支架44上，该支架44同样需要固定设置，如果弹性件43的伸缩量小于量筒上下振动时的振幅，则会出现压片41阻碍量筒向上移动 的过程，或者粉体下降到一定高度后，压片41无法压迫于粉体等情况，影响实验的正常进行。
本实施例中，上述压片41的直径比量筒的直径小1-3毫米，可以使压片41可以在量筒内自由的移动，而且可以压迫大部分地粉体。
本实施例中，上述振动装置10包括多个量筒固定位，分别做粉体振捣动作。上述超声冲击装置20包括多个超声波探头21，分别对应指定的量筒设置于振动装置10上。这样可以同时对多个量筒内的粉体进行振实密度的检测试验，提高试验效率。
本实施例中，所述多个超声波探头21共用同一超声接口23；所述超声冲击装置20包括超声波发生器22，所述超声波发生器22通过一超声波探头线24连接于所述超声接口23。超声波探头21和超声波发生器22分离设置，可以防止超声波发生器22产生的振动影响粉体的密实程度。
参照图2，在一具体实施中，上述振动装置10上并排设置有三个量筒固定位，振动装置10上还针对量筒固定位设置三个超声波探头21，三个超声波探头21共同连接与一个设置于振动装置10上的超声接口23。超声波发生器22通过超声波探头线24连接超声接口23，给超声波探头21提供超声波。在振动装置10上还设置两个支架44，两个之间上设置横梁，横梁上设置对应量筒固定位的支杆42，该支杆42的一端带有外螺纹，而横梁上设置对应的螺孔，使支杆42可以相对量筒固定位调节长度，支杆42的另一端连接一压簧，压簧的自由端连接一圆形压片41，该压片41的底面为平面，直径略小于量筒的直径，且压平的底面保持水平。当做粉体振实密度实验时，首先将量筒内添加指定质量的粉体，然后根据粉体在量筒内的高度，调节支杆42的长度，当量筒固定后，压片41压迫于粉体上表面；然后启动振动装置10和超声冲击装置20，当粉体在量筒内的高度保持稳定时，控制所述振动装置10和超声冲击装置20停止对量筒内的粉体进行振动和超声波冲击，读取量筒内的粉体体积，然后根据密度公式即可计算出粉体的振实密度。
本实施例的测量粉体振实密度的振捣系统，对量筒内上表面的粉体进行超声波冲击，超声波可产生局部高温高压，加速水分子的蒸发，减少颗粒表面的吸附水，超声波产生的冲击波和强射流可以粉碎粉体团聚体，使得被包含的水分子释放，阻止氢键的形成，防止粉体团聚，有利于粉体颗粒的充分 地分散等，所以粉体上表面减少粉体团等颗粒堆积，粉体上表面粉体分布水平，从而提高读数的准确性，最终提高测量粉体振实密度的准确性。而压片41等结构的设计，可以进一步地提高粉体上表面的水平度，从而进一步地提高测量粉体振实密度的准确性。由于上表面粉体更密实，粉体分布更水平，计算出的振实密度更为精确，使得测试粉体的振实密度系统适用性更高，应用于科研教学领域具有一定的科研价值。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
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